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Bu arastirmanmin amaci, 2009 yilinda ISTE (International Society for Technology in
Education-Uluslararas:  Egitimde Teknoloji  Toplulugu) tarafindan egitim
yoneticileri igin gelistirilmis olan teknoloji liderligi standartlarini (NETS-A)
kullanilarak okul yoneticilerinin teknoloji liderligine iliskin oz-yeterliklerini 6l¢mede
kullanilabilecek bir 6l¢me aracinmin uyarlanmasidir. Calisma, uygun ornekleme
yontemi kullanilarak 364 okul yoneticisi ile yiiriitiilmiistiiv. Okul yoneticilerinin
teknoloji liderligine iliskin oz-yeterliklerini belirlemeye yénelik 6lcegin giivenirlik
analizlerinde; Cronbach Alpha katsayisi, faktor puanlarimin ortalama ve standart
sapma degerleri ile faktérler arasi korelasyonlar i¢cin Pearson Momentler Carpim
korelasyon teknigi, diizeltilmis madde-toplam korelasyonlart ve iist %27 ve alt
%27 lik gruplarin faktér puanla ve madde puanlart arasinda anlamli bir fark olup
olmadigin belirlemek icin t-testi kullanilmistir. Olgegin ¢eviri uygunlugu ve kapsam
gecerligi  saglandiktan sonra, dogrulayici faktér analizi kullamilarak yapi
gecerliginin uygunlugu test edilmistir. Arastirmanin sonunda okul yoneticilerinin
teknoloji liderligi oz-yeterliklerini belirlemek icin kullanilabilecek gegerli ve
gtivenilir bir 6l¢me aract elde edilmistir.
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Validity and Reliability Study of Technological Leadership Self-Efficacy
Scale for School Administrators

Background: In an era of technology, school administrators have started to be expected
to undertake new leadership roles in using and practicing technology (Wheatley, 2006;
Afshari and others, 2009; Hacifazlioglu, Karadeniz and Dalgic 2010; Razik and
Swanson, 2010). Prensky (2006) calls today’s students ‘digital natives’, and postulates
that schools need to transform their settings in line with this new technological era. In
this respect school administrators are expected to attribute certain competencies as
technology leaders. Basaran defines competency as having the necessary knowledge and
talent to perform certain behavior. Self efficacy appears as a concept that aligns with
Bandura’s (1977) theory, which asserts that a person's beliefs or an expectation about
his/her capacity to accomplish certain tasks successfully or demonstrate certain
behaviors is mediated by self-efficacy (cited Bandura, 1997). Therefore it has become a
necessity for school leaders to gain and develop certain competences in order to realize
their responsibilities as technology leaders. If school administrators have high self-
esteem, they might feel more motivated to implement changes and innovation as
technology leaders. There is scarcity of empirical evidence with regards to school
administrators’ competencies as technology leaders. Only a small number of studies
were found to develop scales within the frame of technology leadership competencies
(Afshari and others, 2009; Akbaba-Altun and Giirer, 2008; Anderson and Dexter, 2005;
Can, 2003, 2008; ISTE, 2002, 2009; Yu and Durrington, 2006, Banoglu, 2011). These
studies used ISTE technology leadership standards most of the time. Therefore there is
an urgent need for standard scales that measure the competency level of school
administrators as technology leaders. This study is expected to present a scale that could
be applied to determine the competency level of school administrators as technology
leaders. This study is focused on the perceptions of school administrators and reflect
their self efficacy levels.

Purpose: The purpose of this study is to adapt the technological leadership standards
(NETS-A), which was developed by ISTE 2009 into Turkish and to develop a valid and
reliable measurement tool to determine the level of technological leadership self-efficacy
of school administrators. The scale was entitled as TELOY (Technology Leadership
Competency Scale for School Administrators), by using the Turkish initials.

Method: The study was conducted on 364 school administrators using the availability
sampling method. In order to test the compatibility of the data for factor analysis, Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) and Barlett Sphericity tests were used. The scale is composed of
two parts. The first part is made up of demographic questions like age, gender,
education, length of service as administrator, location of the school, school type and in-
service training on technology. The second part is made up of 5 dimensions of ISTE

LEINT3

(2009) technological leadership standards (“visionary leadership”, “digital age learning
culture”, “excellence in professional practice”, “systemic improvement”, and “digital
citizenship”) and their 21 sub items. The standards were translated into Turkish by
researchers. Then the necessary changes were made considering the corrections and
suggestions of five linguists. For the clarity and comprehensibility of the items, the tool

was given to 15 school administrators to get their feedback. To provide content validity,
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the draft form of the scale was examined by 3 specialists in the area on the 5 point Likert
Scale.

In order to test whether the ISTE (2009) established dimensionality of factor pattern
fits the new data, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used. CFA was computed by
Lisrel 8.7 statistics software. The efficiency of CFA was evaluated by using some other
Fit Indexes: Chi-Square Goodness of Fit (%), Goodness of Fit Index (GFI), Adjusted
Goodness of Fit Index (AGFI), Comparative Fit Index (CFI), Normed Fit Index (NFI),
Root Mean Square Residuals (RMR), Standardized Root Mean Square Residuals
(SRMR) and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA).

For the reliability analysis of the scale, in order to determine the perception of self-
efficacy of school leaders regarding five sub factors of technological leadership, the
following tests were applied: Cronbach Alpha coefficient, Pearson product moment
correlation analysis, corrected item-total correlations and #test.

Findings: In the factor analysis, each factor was found in a significant relationship with
the whole scale and each sub factor. Lambda values of the factors range from .73 to .88.
t-test values range from 15.84 to 20.74 and all of them were significant. The correlations
between factors range from .76 to .98. The average points for the whole scale was 80.00
(sd=17.158) and it was between 11.49 and 19.01 for the factors. According to CFA,
¥'=423.40 (df=179, p>.05) and the value of x*/df was 2.37. The results of Fit Indexes
were as follows: RMSEA .06, GFI .90, AGFI .87, RMR .035, SRMR .032, NFI .98,
NNFI .99, CFI .99. Cronbach Alpha coefficient was .97 for the whole scale, ranging
between .83 and .92 for the factors of the scale. Corrected item-total correlations ranged
from .65 to .82. The value of ¢ test regarding the comparison of whole scale points and
factor based for points of low 27% and high 27% groups ranged as 12.94 and 20.97 and
found to be statistically significant at the level of p<.01.

Results: At the end of the study a valid and reliable tool for determining the self-efficacy
of school administrators regarding technological leadership was developed. The results
of Cronbach Alpha coefficient, Pearson product moment correlation, corrected item-total
correlations and #test indicate high reliability. According to the results of CFA, the
standardized factor loadings of the model are high and z-values are significant. The
results of Fit Indexes indicate a good model fit. TELOY scale is expected to be used as a
useful tool in designing in-service training programmes for school administrators. The
scale can also be used as a self evaluation tool for school administrators.

Keywords: technological leadership, self-efficacy, educational administrators, ISTE,
NETS-A
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Egitim iizerindeki yaptirimlarin giin gectikce artmasi, okullar arasinda
rekabeti ve okullarin etkili 6grenme ortamlar1 olusturmalari ihtiyacini arttirmus;
bu baglamda okul yoneticilerine de yeni rol ve sorumluluklar yiiklemistir.
Teknolojinin egitimin her alanmna biitiinlestirilmesiyle okul yoneticilerinden,
teknolojiyi kullanma ve uygulamada liderlik rolii {istlenmeleri beklenmeye
baslanmistir (Wheatley, 2006, Afshari vd., 2009; Hacifazlioglu, Karadeniz ve
Dalgic 2010, Razik ve Swanson, 2010). Prensky (2006) giintimiiz 6grencilerinin
“dijital doganlar” grubunda yer aldigini, okullarin da bu doniisiim siirecinde
uyumlu bir sekilde hareket etmesi gerektigini vurgulamaktadir. Bu baglamda,
okul yoneticilerinin teknolojik lider olarak sorumluluk bilincine sahip olmalari
ve teknolojik lider olarak sorumluluklarini yerine getirebilmeleri icin bazi
yeterlikleri kazanmalar1 ve gelistirmeleri bir zorunluluk haline gelmistir.
Yeterlik bir davranis1 gerceklestirebilmek igin gerekli olan bilgi ve beceriyi
kazanmis olmak olarak tanmimlanabilmektedir (Basaran, 2000). Belirli bir
alandaki yeterlik siirekli kullanihip aliskanliga doniistiiriildiigiinde degismenin
Oniinde engel olusturabilmektedir (Donmez, 2002). Bu nedenle her alanda
olmasi gerektigi gibi egitim ydneticilerinin yeterliklerinin de zaman iginde
yeniden belirlenmesi, gelisimlerinin saglanmasi1 ve gelisimlerinin Oniindeki
engellerin belirlenmesi agisindan 6nem arz etmektedir. Teknolojinin ¢aga
egemen olmasiyla beraber okul yoneticilerinin de kendilerini teknolojik
gelismelere uyarlamalart ve bu konuda kendilerini gelistirmelerine duyulan
ihtiya¢ her gegen giin artmaktadir. Okul yoneticilerinin teknoloji yeterliklerinin
Onemine iligkin arastirmalar egitim kurumlarinda bilgisayarlarin sadece
ogretmenler ve Ogrenciler tarafindan kullanilmadigini, bir diger kullanici
grubunun da okul yoneticileri oldugunu vurgulamaktadir (Akbaba-Altun, 2000;
Turan, 2002; Bakioglu, Hacifazlioglu ve Ozcan 2002). Balci ve Cinkir (2002),
yonetim teknolojisinde bilgi, anlayis, beceri ve tutum kazandirmanin dnemine
isaret etmektedir.

Okul  yoneticilerinin  teknolojik  yeterliklerin ~ belirlenmesi  ve
degerlendirilmesi siirecinde 6z-yeterlik kavrami &ne ¢ikmaktadir. Oz-yeterlik
Bandura’nin (1977) sosyal 6grenme kurami ile beraber ortaya c¢ikmustir ve
glinimiizde de halen 6nemini korumaktadir. Bu kurama gore bireyin belirli
konularda basarili olmasmin ardinda kendini o konuda yeterli hissetmesi
yatmaktadir (Bandura, 1997). Oz-yeterlik, kisinin cevresinde olup bitenler
iizerinde etkili olabilecek bigimde bir eylemi baslatip sonu¢ alincaya kadar
stirdiirebilecegine olan inanci olarak tanimlanmaktadir (Bandura, 1994, akt.
Yildirim ve Ilhan, 2010). Zimmerman (1995) dz-yeterlik kavramni, “bireyin bir
isi gerceklestirebilme, bagarabilme yetenegi konusundaki kisisel yargisi1” olarak
tammlamaktadir. Oz-yeterlik bireyin bir alanda kendini yetenekli bulmasindan
¢ok o alanda kendi beceri ve kaynaklarina giivenmesi anlamima gelmektedir.
Benzer sekilde Gawith (1995) bireyin herhangi bir isi yapabilmesi i¢in kendine
giivenmesinin o isi yapabilmesi i¢in onemli oldugunu belirtmektedir. Oz-
yeterlik, bireylerin kendileri i¢in bir amag belirlemelerini, bu amaglara ulasmak
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icin gosterecekleri ¢abayl, amaclarina ulagsmak i¢in karsilastiklart zorluklara ne
kadar siire dayanabileceklerini ve basarisizlik yasarlarsa, bu basarisizlik
karsisinda ne tepki vereceklerini etkiler (Akkoyunlu, Orhan ve Umay, 2005).
Bireylerden istedikleri sonucu yaratacagina inanmadiklari siirece bir konuda
girisimde  bulunmalarmi  veya  giicliiklerle  karsilastiklarinda  1srarci
davranmalarin1 beklememek gerekmektedir (Pajares, 2002; akt. Kurbanoglu,
2003). Oz-yeterlik algis1 olustuktan sonra bu inancin zaman iginde degismesi
giic oldugundan (Woolfolk-Hoy and Spero, 2005; akt. Cerit, 2010) teknoloji
liderligi ile ilgili yiiksek 6z-yeterlige sahip olmak, teknoloji liderligi becerilerine
sahip olmak kadar 6nemlidir. Yiiksek 6z-yeterlige sahip olan bireyler, basarili
olacaklarina inanirlar ve gergeklestirdikleri etkinlikler tamamlanana kadar
¢abalamay siirdiiriirler. Diger yandan; diisiik 6z-yeterlige sahip olan bireyler ise
basarisiz olmaktan korkarlar ve zorlandiklari etkinlikleri birakmaya egilimli
olurlar (Pajares, 2002; Kear, 2000; akt: Demiralay ve Karadeniz, 2010; Celep,
2000).

Bundan dolayi, eger okul yoneticileri teknoloji liderligi becerilerini
kullanmada kendilerini yeterli hissederlerse ve bu becerileri etkin bir sekilde
kullanmada kendilerine giivenirlerse, okullarda teknoloji biitiinlestirilmesine
yonelik motivasyonlar1 artacak ve bu gorevlerini basariyla yerine
getireceklerdir. Aksi takdirde, bu gorevlerini gerceklestirmekten veya
gerceklestirmeyi denemekten kaginabileceklerdir. Alanyazin incelendiginde 6z-
yeterlik 6lgeklerinin duruma (goreve) 6zgiil 6z-yeterliklerin belirlendigi dlgekler
ve genel 6z-yeterligin belirlendigi 6lgekler (Chen, Gully ve Eden, 2001; Sherer
vd., 1982; Yildirim ve ilhan, 2010) olmak iizere iki farkl tiirde gelistirildigi
goriilmektedir.

Son yillarda tiim diinyada oldugu gibi Tiirkiye’de de okul ydneticilerinin
teknoloji  liderligi  Ozelliklerini  sergilemeleri konusuna biiyik 6nem
verilmektedir. Son on yilda okul ydneticilerinin teknoloji liderligi yeterlikleri
tim diinyada aragtirmalarda ele alinmaya baslanmistir (Afshari vd., 2009;
Akbaba-Altun ve Giirer, 2008; Anderson ve Dexter, 2005; Can, 2003, 2008;
ISTE, 2002, 2009; Yu ve Durrington, 2006). Arastirmalarin referans noktasi
olarak genellikle ISTE (International Society for Technology in Education-
Uluslararas1 Egitimde Teknoloji Toplulugu) standartlar1 alimmistir (ISTE, 2002,
2009). Anderson ve Dexter (2005), ISTE standartlarindan yola ¢ikarrak bir
model olusturmaya calismistir. Bunun yaninda, Afshari vd. (2009); Yu ve
Durrington (2006) ise teknoloji liderligi yeterlikleri iizerine g¢alismislardir.
Banoglu (2011) ise ISTE (2002) standartlarma gore ilk ve ortadgretim okul
yoneticilerinin teknoloji liderligi yeterliklerini belirlemeye yonelik olgegin
gecerlik ve giivenirlik caligmalarini gerceklestirmistir. Hacifazlioglu vd. (2010)
okul yoneticilerinin teknoloji liderligi rollerini belirlemeye yonelik yaptiklari
calismalarinda, 2009 ISTE tarafindan gelistirilmis olan egitim yoneticileri
teknoloji  liderligi  standartlarinin  (NETS-A) Tirkiye’ye uygunlugunu
belirlemeyi amaglamiglardir. Bu amagla okul yoneticilerinin goriislerine gore
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“vizyoner liderlik” (VL), “dijital ¢cag &grenme kiiltiirii” (DCOK), “profesyonel
uygulamada miikemmellik” (PUM), “sistematik gelisim” (SG) ve “dijital
vatandashik” (DV) olmak fizere tiim teknolojik liderlik alt boyutlarinin
Tiirkiye’ye uygunluguna iliskin okul yoneticileri, denetmenler ve 6gretmenlerin
goriiglerini inceleyen bir ¢aligma yiiriitilmiistiir. Arastirma sonucunda ise ISTE
(2009) tarafindan belirlenen teknoloji liderligi standartlarinin Tiirkiye’deki okul
yoneticileri i¢in de uygulanabilir oldugu ancak belirli alanlarda bazi
diizenlemelere ihtiya¢ duyuldugu ortaya ¢ikmuigtir.

Oz-yeterligi belirlemeye iliskin alanyazindaki arastirmalar incelendiginde
farkli alanlardaki 6gretmenlerin 6z-yeterliklerini (Tschannen-Moran, Woolfolk-
Hoy, ve Hoy, 1998; Koul ve Rubba, 1999; akt. Akkoyunlu, Orhan ve Umay,
2005; Yilmaz, Yilmaz ve Tiirk, 2010; Cerit, 2010) belirlemeye yonelik 6lgme
araglart bulunmaktadir. Akkoyunlu, Orhan ve Umay (2005) bilgisayar
ogretmenlerinin  6z-yeterlik diizeylerini belirlemek i¢in 5°1i likert tipi 12
maddelik bir o6lgme aract gelistirmislerdir. Cerit (2010) ise Gibson and
Dembo’nun 6gretmen 6z-yeterlik 6l¢eginin Tiirk¢eye uyarlanmasi gecerlik ve
giivenirlik ¢aligmasimi yapmustir. Tiirkiye’de okul yoneticilerinin teknoloji 6z-
yeterlik algilar1 ve liderlik rolleriyle ilgili smirli sayida Olgek calismasi
bulunmaktadir. Bu konuda smirli sayidaki calismalardan biri Can (2008)
tarafindan yiritiilmiistiir. Can (2008)’in calismasinda egitim yoneticileri
teknolojik liderlik oOlcegi; (a) alt yapi, (b) degisim, (c) egitim-O6gretim, (d)
emniyet-giivenlik, (e) etik, (f) teknolojik liderlik, (g) miifredat, (h) personel
gelistirme, (i) planlama ve (j) teknolojik dayanak gibi alt boyutlardan
olugmaktadir. Akbaba-Altun ve Gilirer (2008), arastirmalarinda, Bilgi
Teknolojisi (BT) siift bulunduran ilkdgretim okullarinin yoneticilerinin BT
smifina iligkin rol algilarini incelemiglerdir. Arastirma igin “okul yoneticilerinin
bilgi teknolojileri smiflarina yonelik rollerini algilama 6lgegi” adinda bir 6lgek
gelistirmisler ve bunu 100 okul yoneticisi {izerinde uygulamislardir.
Arastirmanin sonucunda, ilkdgretim okul yoneticilerinin BT smiflarina yonelik
rollerini algilama diizeyi olduke¢a yiiksek bulunmustur. Arastirmada ilkdgretim
okul yoneticilerinin BT simifina iliskin rollerinin boyutlari: (a) personel
yetistirme, (b) iletisim, (c) kolaylastiricilik, (d) altyapiyr siirdiirme, (e)
ergonomiyi saglama, (f) denetim, (g) liderlik, (h) halkla iliskiler, (i) izleme
(6nlem alma), (j) yetkilendirme ve (k) etik seklinde belirlenmistir. Sincar (2009)
ise caligmasinda, ilkogretim okulu yoneticilerinin teknoloji liderligi rollerini
belirlemeye yonelik bir oOlcek gelistirmistir. Gelistirilen 6lgekte  okul
yoneticilerinin teknoloji liderligi rolleri “insan merkezlilik”, “vizyon™ (gelecege
iliskin Ongorii), “iletisim ve isbirligi” ve “destek” olmak iizere dort alt boyutta
incelenmigtir. Bilgi yonetiminde egitim yoneticilerinin (milli egitim miidiirleri)
yeterlik diizeylerinin incelendigi ¢alismada Cinar (2004), yeterlik diizeylerinin
saptanmasi amaciyla “bilgi yonetimi yeterlik 6lcegi” gelistirmistir. Arastirma
sonucunda milli egitim miidiirlerinin bilginin iiretilmesi ve depolanmasi alt
boyutunda kendilerini “iist diizeyde”, bilgiyi paylagsmada “en list diizeyde”,
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ancak bilgiyi kullanma boyutunda “orta diizeyde yeterli” olarak algiladiklar
saptanmistir.

Bu aragtirma, arastirmacilarin teknoloji liderligi standartlarmin uygunluguna
iliskin egitimcilerin  goriislerini  inceledikleri 6nceki ¢aligmalarmm  devam
niteligindedir (Hacifazhioglu ve Karadeniz, 2010; Hacifazlioglu vd., 2010,
Hacifazlioglu vd., 2011). Arastirmacilar, ISTE (2009) tarafindan okul yoneticileri
icin gelistirilmis olan teknoloji liderligi standartlarmin Tiirkiye’ye uygunlugunu ve
katilmcilarin bunlara iligkin 6z-yeterliklerini belirlemek amaciyla Samsun ve
Istanbul’da hizmet ici egitim seminerlerinde ve cesitli toplantilarda okul
yoneticileriyle bir araya gelmislerdir. Arastirmanin ilk asamasinda, teknoloji liderligi
standartlarinin  uygunluguna iliskin elde edilen ilk veriler, 19. Egitim Bilimleri
Kurultayi’nda, akademisyenler, okul yoneticileri, Ogretmenler ve lisansiistil
ogrencileriyle paylagilmistir. Ayni zamanda burada standartlarn Tiirkiye’ye
uygunluguna iligskin gerceklestirilen nitel c¢alismanin da ilk bulgularina yer
verilmistir (Hacifazlioglu ve Karadeniz, 2010). Tiim bu siireclerde standartlarin
Tiirkiye’ye uygunlugu konusunda hemfikir olunmakla beraber, farkli egitim
paydaslan tarafindan bu konuda okul yoneticilerinin yetkinliklerine yonelik gecerlik
ve giivenirlik ¢aligmalari yapilan bir 6l¢egin alan yazinda eksik olduguna iliskin geri
bildirimler alimmustir. Bu ihtiyagtan yola ¢ikarak arastirmacilar, okul yoneticilerine
uygulanan teknoloji liderligi 6z-yeterlik (TELOY) &lgeginin gegerlik ve giivenirlik
caligmalari gergeklestirmiglerdir. Gelistirilen 6lgekle, okul yoneticilerinin teknoloji
oz-yeterlikleri belirlenebilecek ve bu sayede okul yoneticilerinin gelistirmeleri
gereken teknoloji becerileri daha kolay bir bicimde saptanabilecektir. Belirlenen bu
oz-yeterlikler, yoneticilere yonelik hazirlanacak egitim programlari ve hizmet-ici
egitim programlarimin tasarlanmasinda 6énemli bir veri olarak kullanilabilecektir.

Arastirmanin Amaci

Bu aragtirmada, ISTE (2009) teknoloji liderligi standartlarin1 (NETS-A)
kullanarak ilkdgretim ve ortadgretim okul yoneticilerinin teknoloji liderligi 6z-
yeterliklerini 6l¢mede kullanilabilecek gecerli ve giivenilir bir 6lgme aracinin
uyarlanmasi1 amag¢lanmigtir.

Yontem

Bu aragtirmada, ilkdgretim ve ortadgretim okul yoneticilerinin teknoloji
liderligi 6z-yeterliklerini belirlemek iizere ISTE (2009) okul ydneticileri igin
teknoloji liderligi standartlar1 Tiirkgeye uyarlanmigtir. Bu amagla gegerlik ve
giivenirlik calismalan gergeklestirilmistir.

Katihmcilar

Bu ¢alismada “uygun ornekleme” yontemi kullanilarak 364 ilkogretim ve
ortaggretim okul yoneticisine ulagilmistir. Aragtirma, Samsun ve Istanbul olmak
tizere iki ilde yiiritiilmiistiir. Arastirma verileri hizmet i¢i egitim seminerleri, ar-

ge toplantilar1 ve birebir ziyaretler ile toplanmistir. Tablo 1°de katilimcilarin
demografik bilgilerine iligkin 6zellikler sunulmaktadir.
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Tablo 1

Katiimcilarin Demografik Ozellikleri
Ozellikler f % | Ozellikler f %
Okulun kademesi Yas
[kogretim 268  75.5 | 30 vealtr 25 7.1
Genel lise 37 104 | 31-40 165 46.6
Meslek lisesi 31 8.7 | 41-50 101 28.5
Diger 19 5.4 | 51 veiizeri 63 17.8
Bos 9 Bos 10
Unvan Egitim durumu
Okul miidiirii 134 37.3 | On lisans 30 8.3
Miidiir yardimcisi 225  62.7 | Lisans 281 77.4
Bos 5 Lisanstistii 52 14.4
Cinsiyet Bos 1
Erkek 263 819
Kadin 58 18.1
Bos 43

Genel Toplam 364 100

Tablo 1’de goriildiigii gibi; katilimeilarin, 1341 okul miidiird, 225’1 ise miidiir
yardimcisidir. 5 katilimei ise bu soruyu cevaplandirmamigtir. Arastirmaya katilan
okul yoneticilerinin %81.9’u (n=263) erkek, %18.1°1 (n=58) ise kadindir. Okul
yoneticilerinin 165’1 31-40 yag arasi, 101’1 41-50 yas arasi, 63’i de 51 yas ve lizeri
ve 25’1 ise 30 yas ve altindadir. Okul yoneticilerinin 268’1 ilkogretimde, 37’si genel
lisede ve 31’1 meslek lisesinde ve 19’u da diger okul kademelerinde ¢alismaktadir.
Okul yoneticilerin 30”u 6n lisans, 2811 lisans ve 52’si ise yiiksek lisans mezunudur.
43 katilimer cinsiyet, 10 katilimer yag ve 9 katilimer okul kademesi ve bir katilimet
da egitim durumuna iliskin sorular1 yamtlamamustir.

364 okul yéneticisinin katilimi ile TELOY (Teknoloji Liderligi Oz-Yeterlik)
Olceginin gecerlik ve giivenirlik ¢calismalarinin gergeklestirildigi bu aragtirmada
orneklemin, faktor analizi i¢in uygunluguna Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve
Barlett Sphericity testi kullanilarak bakilmistir. Calismada KMO degeri .969 ve
Barlett testi sonucunda deger 6455.554 (p=.000) olarak anlamli bulunmustur.
Biiyiikoztiirk (2004)’{in de belirttigi gibi KMO degerinin. 60’tan yiiksek olmasi ve
Barlett degerinin anlamli bulunmasi 6rneklemden elde edilen veri setinin faktor
analizi i¢in uygun oldugunu gdstermektedir. Ayrica Orneklemden elde edilen
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verilerin Olgekte bulunan maddelere ve faktorlere gore normal dagilim gosterip
gostermedigi de sacilim diyagrami ve betimsel istatistikler kullanilarak kontrol
edilmistir. Olgekten alman puanlarin ortalamast 80.00, ortancasi 83.00, carpiklik
katsayis1 0.783, basiklik katsayisi 0.395°tir. Carpiklik ve basiklik katsayilarinin
birden kiiciik olmasi, ortalama ve ortanca degerlerinin birbirine yakin olmasi
nedeniyle Olgekten alinan puanlarin normal dagihima yakin oldugu sdylenebilir.
Yukarida belirtilen nedenlerle ¢alismadaki 6rneklem biiyiikliigiiniin, gecerlik ve
giivenirlik ¢aligmalari i¢in kabul edilebilir diizeyde oldugu sdylenebilir.

Verilerin Toplanmasi

Arastirma verilerinin bir bdliimii Samsun ve Istanbul illerinde Teknoloji
Liderligi tizerine yiiriitiilen hizmet i¢i egitim seminerleri sirasinda toplanmuigtir.
Bunun yaninda, Istanbul Avrupa Yakasinda sosyo-ekonomik olarak Samsun
profiline benzer ilgelerdeki ar-ge toplantilarinda da uygulamalar yapilmustir.
Verilerin toplanmasi sirasinda ilge milli egitim miidirliiklerinden destek
saglanmigtir. Bu kapsamda 6lgeklerin uygulanmasi, asagida yer alan ilgelerde ve
zaman dilimlerinde gerceklestirilmistir:

— 6 Nisan 2010 tarihinde Samsun 11 Milli Egitim Miidiirliigii tarafindan
diizenlenen hizmet i¢i egitim semineri (74 okul yoneticisi)

— 10 Ocak 2011 tarihinde Biiyiikgekmece Ilce Milli Egitim Miidiirliigii
tarafindan diizenlenen hizmet i¢i egitim semineri (36 okul yoneticisi)

— 10 Mayis 2011 Istanbul, Gaziosmanpasa Ilgesi, Okul Yoneticilerinin
Toplantisi (30 okul ydneticisi)

— 24 Mayis 2011 Istanbul, Kiigiikgekmece ilgesi Ar-ge Toplantist (40 okul
yoneticisi)

— 26 Mayis 2011 Istanbul, Avcilar ilcesi Ar-ge Toplantist (17 okul
yoneticisi)

— 27 Mayis 2011 Istanbul, Basaksehir Ilgesi Ar-ge Toplantis1 (15 okul
yoneticisi)

— 27 Mayis 2011 Istanbul, Esenyurt Ilgesi Ar-ge Toplantist (15 okul
yoneticisi)

— Mart, Nisan, Mayis (2011) aylarinda okullara arastirmaci ziyareti,
Istanbul (143 okul ydneticisi)

Veri Toplama Araci

Egitim Yoneticileri Teknoloji Liderligi Oz-Yeterlik (TELOY) Olgegi iki
boliimden olusmaktadir. Ik béliimiinde, okul yoneticilerinin yas, cinsiyet,
egitim durumu, yonetici olarak hizmet yili, okulun bulundugu yer, okul diizeyi
ve teknolojiye iligkin hizmet i¢i egitim alma durumlarimi belirlemeye yonelik
sorular yer almaktadir. Anketin ikinci bolimiinde, ISTE (2009) teknoloji
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liderligi standartlarin 5 boyutu ve alt maddeleri bulunmaktadir. “Vizyoner
liderlik”,  “dijital c¢ag Ogrenme Kkiiltliri”, “profesyonel uygulamada
milkemmellik”, “sistematik gelisim” ve “dijital vatandashik” faktorlerinde
toplam 21 madde, Tiirk¢eye arastirmacilar tarafindan g¢evrilmistir. Cevirinin
uygunlugu i¢in 5 dil uzmanindan goriis alinarak gerekli diizeltmeler yapilmustir.
Maddelerin anlagilabilirligi i¢in 15 okul yoneticisinden 6lg¢egi incelemeleri
istenmig ve geribildirimleri alinmistir. Ardindan 6l¢egi olusturan maddelerin,
Ol¢iilmek istenen oOzelligi 6lgmede nicelik ve nitelik agisindan yeterli olup
olmadigina dair kapsam gecerligi icin 3 alan uzmanmmndan (Olgme
Degerlendirme, Egitim Yonetimi ve Denetimi, Egitim Teknolojisi) geri
bildirimler alinarak gerekli diizenlemeler yapilmis ve anketin uygulama formu
olusturulmustur. Olgekte 21 madde bulunmaktadir. Katilimeilardan her bir
maddeye iliskin 6z-yeterlik diizeylerini 5°1i derecelendirme (1= Cok az, 5= Cok
yeterli) kullanarak belirtmeleri istenmistir. Olgek hem bireysel hem de grup
olarak uygulanabilmekte olup yaklagik cevaplama siiresi 30 dakikadir.

Veri analizi

Olgegin katilimcilarindan elde edilen puanlarin olusturdugu faktdr yapisinin,
ISTE (2009) tarafindan belirtilen faktor yapisini dogrulayip dogrulamadigini
incelemek amaciyla Dogrulayict Faktér Analizi (DFA-Confirmatory Factor
Analysis), Lisrel 8.7 programi ile incelenmigtir. Hata payr .05 olarak
belirlenmigtir. DFA, onceden belirlenmis, kurgulanmis ve smirlandirilmis bir
yapinin, toplanan veriler ile ne derecede dogrulandigini inceleyerek Olgek
gelistirmede yap1 gegerligini sinamak amaciyla kullanilmaktadir. A¢imlayici
faktor analizinde belirli bir beklenti veya denence olmaksizin faktor yiiklerine
bagli olarak toplanan verilere iligkin faktdr yapisi kesfedilmekteyken; DFA,
belirli gizil degiskenler (latent: gizil, ortiikk degisken veya faktor) arasindaki
iligkileri betimleyen model ile verilerin toplanmasi ile elde edilen yapinin ne
oranda uyustugunu belirlemektedir. Sonu¢ olarak DFA, dnceden segilen faktor
modelinin veya kuramsal yapinin, veriler ile uyum saglayip saglamadigim test
etmede ve sosyal bilimlerde O6lgme aracinin yapi gecerligini belirlemede
kullanilan etkili, gii¢li ve ileri bir istatistik teknigidir (Cokluk, Sekercioglu &
Biiyiikoztiirk, 2010: 260-276; Siimer, 2000).

DFA ile elde edilen modelin yeterliginin, birgok uyum indeksi birlikte ele
almarak degerlendirilmesi Onerilmektedir. Bu arastirmada ISTE (2009)
tarafindan teknoloji liderligi igin belirlenen kuramsal bes faktorlii yapinin
dogrulanmasinda su uyum indeksleri kullamlmstir: Ki-Kare Iyilik Uyumu (Chi-
Square Goodness of Fit, %), Iyilik Uyum Indeksi (Goodness of Fit Index, GFI),
Diizeltilmis lyilik Uyum indeksi (Adjusted Goodness of Fit Index, AGFI),
Karsilastirmali Uyum Indeksi (Comparative Fit Index, CFI), Normlastirilmis
Uyum Indeksi (Normed Fit Index, NFI), Normlastirilmanis Uyum Indeksi (Not-
Normed Fit Index, NNFI), Artik Ortalamalarin Karekokii (Root Mean Square
Residuals, RMR veya RMS), Standardize Edilmis Artik Ortalamalarin Karekokii
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(Standardized Root Mean Square Residuals, SRMR) ve Yaklasik Hatalarin
Ortalama Karekokii (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA).

Bes faktorlii yapiya sahip olan TELOY 6lgeginin maddelerinin &lctiikleri &zellik
acisindan kisileri ayirt etmede ne kadar yeterli olduklarinin belirlenmesi amaciyla su
analizler yapilmistir: (a) Cronbach Alpha i¢ tutarlilik katsayisi kullanilarak l¢egin
genelinin ve alt faktorlerinin giivenirligi, (b) 6l¢egin faktdr puanlarimin ortalama ve
standart sapma degerleri ile faktorler arasi korelasyonlar i¢in Pearson Momentler
Carpim korelasyon teknigi, (c) Olgekte yer alan maddelerin giivenirligi icin
diizeltilmis madde-toplam korelasyonlar1 ve (d) toplam puana gore belirlenmis iist
%27 ve alt %27’1ik gruplarin faktér puanlart ve madde puanlart arasinda anlamli bir
fark olup olmadigini belirlemek i¢in t-testi kullanilmgtir.

Bulgular

TELOY Olcegi Gegerligi

ISTE (2009) Teknoloji liderligi yapisinin bu ¢aligmada elde edilen veriler ile
uyumunu belirlemede kullanilan DFA sonuglarma gore belirlenen uyum indeks
degerleri ve bu degerlere iliskin kriterler ve kabul i¢in kesme noktalar1 asagida
sunulmustur.

DFA sonuglarina gore ¥2=423.40 (sd=179, p>.05) ve x2/sd degeri 2.37 dir.
Schumacker ve Lomax’in (2004) da belirttigi gibi bu degerin 1’den kiigiik
olmasi zayif uyuma, 5’ten biiyiilk olmasi ise modelde gelistirme yapilmasi
gerekliligini géstermektedir. Calismada elde edilen 2.37 degeri, ISTE (2009)’un
belirledigi okul yoneticileri igin teknoloji liderligi yapisi ile modelin Tiirkiye’ye
uygunluguna iligkin toplanan veriler arasinda kabul edilebilir bir uyum oldugunu
gostermektedir. Ancak ki-kare degerinin 6rnekleme duyarli olmasi gibi gesitli
smirliliklar1 nedeniyle diger uyum indekslerinin de modelin uyumu agisindan
incelenmesi 6nerilmektedir (Hooper, Coughlan ve Mullen, 2008).

Analizde diger uyum indeksleri incelendiginde RMSEA’nin .06, GFI’nin
.90, AGFI’'nin 0.87, RMR’nin .035 ve SRMR’nin de .032 oldugu belirlenmistir.
0 ile .08 arasindaki RMSEA degerinin iyi bir uyumun gdstergesi oldugu
(Hooper vd., 2008) belirtilmekle beraber, .06’nin kesme noktasi olarak kabul
edilmesi onerilmektedir (Hu ve Bentler, 1999). GFI ve AGFI degerleri 0 ile 1
arasinda deger almakta ve 0 uyum olmadigim1 1 ise miikemmel uyumu
gostermektedir (Schumacker ve Lomax, 2004). Bu degerlerin .90 esit ve biiyiik
olmasi (Hoyle, 2000; Hooper vd., 2008) iyi bir uyuma isaret etmektedir. RMR
veya SRMR degerlerinin .05’ten kii¢iik olmasi iyi bir uyuma (Hooper vd.,
2008), .08’den kiiglik olmasi ise kabul edilebilir bir uyuma (Hu ve Bentler,
1999) isaret etmektedir. Calismada elde edilen degerlerin, yukarida belirtilen
kesme noktalarina esit ve yakin olmasinin modelin yapisi ve veriler arasi iyi bir
uyumu igaret ettigi sdylenebilir.
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Caligmada NFI degerinin .98, NNFI'nin .99 ve CFI’'nin 0.99 oldugu
belirlenmigtir. Hu ve Bentler (1999), NFI, NNFI ve CFI degerinin .95 ve
lizerinde olmasmin iyi bir uyuma isaret ettigini belirtmektedirler. Yukaridaki
tiim indeks degerleri birlikte degerlendirildiginde, yapinin kabul edilebilir iyi bir
uyuma sahip oldugu goriilmektedir.

TELOY o6lgeginin bes faktdrlii modeli, modelde yer alan faktorler ile
maddeleri arasindaki iligkiler ¢izilen yol semasi ile Sekil 1°’de sunulmaktadir.
Faktorden (gizil degisken) maddeye (gozlenen degisken) dogru ¢izilen tek yonlii
dogrularin iizerindeki degerler, faktorlerin madde tizerindeki nedensel etki
biiylikliiklerini diger bir deyigle faktor yiiklerini; maddelere sol taraftan
disaridan gelen oklar iizerindeki degerler hata varyanslarini gostermektedir.
Faktorler arasi ¢ift yonlii oklar {izerinde yer alan degerler ise faktorler arasi
korelasyon katsayilarini yani ortak degiskenlik degerlerini gostermektedir.

0.39 Y1A
0.36 Y1B
0.4z Y1C
0.47 Y2A
0.36 Y2B
0.31 Y2C
0.33 Y2D
0.35 Y2E
0.z9 Y3A
0.43 Y3B
0.37 Y3C
0.36 Y3D
b.38 Y4A
u.36 Y4B
033 Y4C

g

Sekil 1. TELOY 6lgegi yol semasi
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Sekil 1 incelendiginde, maddeye dogru sol taraftan konumlandirilmis ok isareti
ile gosterilen hata varyanslariin 0.23 ile 0.47 arasinda kabul edilebilir diizeyde
oldugu goriilmektedir. Sekildeki her bir faktérden maddeye dogru olan oklarm
iizerinde yer alan faktor yiiklerinin 0.73 ile 0.88 arasinda ¢ok iyi diizeyde oldugu
goriilmektedir. Faktorler arasi korelasyonlar ise 0.76 ile 0.98 arasinda
degismektedir. Bu korelasyon degerleri Tablo 2°de faktor ortalama ve standart
sapma puanlart ile birlikte sunulmustur.

Tablo 2

Faktorler Arasi Korelasyon Degerleri

Faktorler arasi korelasyonlar

Faktorler X -

VL DCOK PUM SG DV
Vizyoner liderlik (VL) 11.49 2.660 -
Dijital ¢cag 6grenme 0.89% )
kiiltiirii (DCOK) 19.01 4.469 '
Profesyonel uygulamada « "
miikemmelik (PUM) 15.24 3.631 0.84 0.98 -
Sistematik gelisim (SG) 18.80 4.595 0.79*  0.91* 0.93* -
Dijital vatandaslik (DV) 15.45 3.630 0.76*  0.86* 0.87* 0.93* -
*p<.05

Tablo 2’de sunulan bu korelasyonlar, teknoloji liderligi boyutlarmi olusturan
bes faktoriin pozitif bir bigimde birlikte arttigini1 veya azaldigim gostermektedir.
Vizyoner liderlik ile dijital ¢ag 6grenme kiiltiirii (r=.89, p=0.02), profesyonel
uygulamada miikemmellik (r=0.84, p=.003), sistematik gelisim (=0.79, p=.03)
ve dijital vatandaglik (r=0.76, p=.03) arasinda yiiksek diizeyde bir iligki vardir.
Dijital ¢ag 6grenme kiiltiirli, profesyonel uygulamada miikkemmellik (r=0.98,
p=.01), sistematik gelisim (1=0.91, p=.02) ve dijital vatandaslik (r=0.86, p=.02)
arasinda yiliksek diizeyde bir iligki vardir. Benzer sekilde, profesyonel
uygulamada miikemmellik ile sistematik gelisim (r=0.93, p=.01) ve dijital
vatandashk ile profesyonel uygulamada miikemmellik (r=0.87, p=.02) ve
sistematik gelisim (r=0.93, p=.01) arasinda gii¢li bir iliski bulunmaktadir.
Kline’a (2005) gore modelin dogrulanabilmesinde faktorler arasinda yer alan
korelasyon degerlerinin ¢ok yiiksek (6rnegin >0.85) olmamasina dikkat edilmesi
gerekmektedir. Teknoloji liderligine iliskin Tablo 2’de sunulan korelasyon
degerlerinin, faktorler arasi giiclii iliskiye isaret eden yliksek degerlere sahip
oldugu goriilmektedir. Bu degerlerin faktorlerin ayirt edici gegerliklerini
sorgulamakta Onemli oldugu disiiniildiigiinde; ISTE (2009) tarafindan
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belirlenen teknoloji liderligi boyutlarini olusturan bes faktoriin, teknoloji
liderliginin birbiri ile oldukea ilgili yeterlik alanlarimi ayirt etmede zorlandigi
sOylenebilir. Bu modelde faktorler arasi belirlenen yiiksek korelasyon, modelde
yer alan boyutlarin birbirleri ile biitiinlesik yapiy1 gozler o6niine sermektedir. Bu
agidan, ISTE (2009) modeli ¢er¢evesinde okulunda dijital c¢ag Ogrenme
kiiltiirini  olugturma, destekleme ve dijital c¢ag Ogrenme kiiltiiriniin
stirdiiriilmesini saglama konusunda yeterlige sahip bir okul yoneticisinin ayni
zamanda dijital ¢ag liderligini yaparak okulunda sistematik gelisimi teknoloji
destegi ile saglama yeterliginin de yiiksek olmasi gerekmektedir. Bu okul
yOneticisi, Orgiitiinde sistemik gelisimi saglarken, &gretmenlerinin siif igi
uygulamalarinda da bu yenilikleri ve teknolojileri etkili kullanmasi i¢in onlara
destek vermelidir. Bu nedenle, belirtilen faktorler arasi korelasyonlarin, bu
model nezdinde kuramsal olarak kabul edilebilir diizeyde oldugu soylenebilir.

TELOY olcegi yol semasina gdre belirlenen faktdr yiikleri, faktorlerin
gozlenen degiskenleri agiklama oranlar1 ve manidarlik diizeylerine iligkin #
degerleri Tablo 3’te sunulmaktadir.

Tablo 3
TELOY Yol Semasina Iliskin Faktor Yiik, t ve R’ Degerleri
Standartlastirilmis
Madde no faktor yiikleri (A) t-degeri R?
VL a 0.78 16.92* 0.61
VL b 0.80 17.57* 0.64
VL ¢ 0.76 16.36* 0.58
DCOK a 0.73 15.84%* 0.53
DCOK_b 0.80 18.18* 0.64
DCOK ¢ 0.83 19.22%* 0.69
DCOK d 0.82 18.80* 0.67
DCOK_e 0.81 18.40* 0.65
PUM a 0.84 19.69* 0.71
PUM_ b 0.75 16.62* 0.57
PUM c 0.79 17.92%* 0.63
PUM _d 0.80 18.14* 0.64
SGa 0.79 17.70* 0.62
SGb 0.80 18.22* 0.64
SGe 0.82 18.75* 0.67
SGd 0.83 19.34* 0.70
SGe 0.85 19.85* 0.72
DV a 0.81 18.26* 0.65
DV b 0.80 18.03* 0.64
DV ¢ 0.83 19.04* 0.69
DV d 0.88 20.84* 0.77

*p<.01
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Standartlagtirilmis faktor yiikleri (A =Lambda), gézlenen degisken ile, ilgili
gizil degisken arasindaki korelasyonu diger bir deyisle gizli degiskendeki bir
birim degisikligin, gozlenen degiskende ne kadar degiskenlige yol agacagi
konusunda fikir vermektedir. Bu degerlerin yiiksek olmasi gizil ve goézlenen
degisken arasinda giiglii bir iligki oldugunu gostermektedir (Cokluk vd., 2010:
277-278; Yilmaz & Celik, 2009: 115). Tablo 3 incelendiginde, faktor yiik
degerlerinin 0.73 ile 0.88 arasinda degistigi goriilmektedir. Her bir faktore
iligkin yiik degerleri incelendiginde, maddelerin ilgili faktor ile iyi diizeyde iliski
igerisinde oldugu soylenebilir. Tabloda verilen gizil degiskenlerin, gbzlenen
degiskenleri agiklama durumuna iligskin ¢ degerlerinin 15.84 ile 20.74 arasinda
degistigi goriilmektedir. Tiim 7 degerleri .01 diizeyinde anlamhdir. R* degerleri
ise gozlenen degiskendeki agiklanan varyansin ne kadarinin gizil degiskenden
kaynaklandigin1 gostermektedir (Cokluk vd., 2010: 277-278; Yilmaz & Celik,
2009: 115). Tablodaki R? degerlerinin 0.57 ile 0.77 arasinda ve kabul edilebilir
diizeyde olduklar1 goriillmektedir. Sonug olarak; Sekil 1°deki dlgek yol semast,
Tablo 1 ve 2’deki bulgular 15181nda, 6lgegin kabul edilebilir diizeyde gecerlige

sahip oldugu sdylenebilir.

TELOY Olceginin Giivenirligi ve i¢ Tutarhhg

Cronbach alpha ve alt %27-iist %27 gruplar arasi fark. Cronbach Alpha
i¢ tutarlilik katsayis1 kullanilarak okul yoneticileri teknoloji liderligi 6z-yeterlik
Olceginin giivenirligi hem genel olarak hem de alt faktorler bazinda
incelenmigtir. Ayn1 zamanda faktorler bazindaki puana gore olusturulan Alt %27
ve Ust %27’lik gruplarin puanlar1 arasindaki fark t-testi ile incelenmistir.
Sonuglar Tablo 4’te 6zetlenmistir.

Tablo 4

Olgegin ve Faktérlerinin Cronbach Alpha ve Alt %27-Ust %27’lik Grubun
Ortalama, Standart Sapma ve t-testi Degerleri

Cronbah Alt %27 Ust %27 Alt %27- Ust

Faktor Alpha % s xS %27 rest
Vizyoner liderlik .83 8.77 2.609 13.84 1.280 17.27*
Dijital ¢cag 6grenme kiiltiirii 91 13.48 3.448 23.65 1.423 27.00*
Profesyonel uygulamada 89 10.68 2.896 18.55 1351 2430
mitkemmellik

Sistematik geligim 92 13.34 3.663 23.56 1.527 25.50%*
Dijital vatandaslik 91 11.25 3.045 19.07 1.280 23.44*
Genel toplam 97 57.52 11.953 98.68 4.545 31.86*
=000
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Tablo 4 incelendiginde, TELOY 6l¢eginin Cronbach Alpha katsayisinim .97
oldugu goriilmektedir. Olgegin faktorlerinin Cronbach Alpha katsayilar: .83 ile
.91 arasinda degismektedir. Olgegin geneli ve faktorleri bazinda alt %27 ve iist
%?27’lik gruplarin puanlarinin karsilastirilmasina iligkin t-testi degerlerinin 17.27
ile 31.86 arasinda degistigi ve anlamli (p<.01) oldugu goriilmektedir. Bu
bulgular, 6l¢egin genel ve faktorler itibartyla giivenirliginin iyi diizeyde oldugu
seklinde yorumlanabilir.

Korelasyon matrisi. Olgme aracinin i¢ tutarhigini incelemek amaciyla,
faktorlerin toplam puanlarinin hem kendi aralarindaki hem de genel 6lgek
toplam puani ile olan iligkilerini gosteren korelasyon degerleri matris tablo
olarak ortalama ve standart sapma degerleri ile birlikte Tablo 5’te sunulmustur.

Tablo 5

Olgegin ve Faktérlerinin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Degerleri

Faktorler arasi korelasyonlar

Faktor X S =

VL DCOK PUM SG DV GT
Vizyoner liderlik (VL) 1149 2660 - 0.75% 0.68* 0.68* 0.64* 0.81*
Dijital ¢cag 6grenme N ) % % " %
Kiltiri (DCOK) 1901 4469 O3 0.83* 0.79* 0.76* 0.93
Profesyonel uygulamada " " % N %
mikemmellik (PUM) 1524 3631 0.68* 083 - 0.81*% 0.77* 091
Sistematik gelisim (SG) 1§ 80 4.595 0.68* 0.79* 0.81* - 0.81* 0.92%
Dijital vatandaslik (DV
i sk V) oo 5630 0.64% 0.76% 0.77% 0.81% - 0.89%
Genel toplam (GT) 80.00 17.158 0.81* 0.93* 0.91* 0.92* 0.89* -
* p<.000

Tablo 5’te goriildiigli gibi her bir faktor, hem diger alt faktorler ile hem de
Olcegin geneli ile anlaml1 iliski igerisindedir. Faktorler arasi korelasyon degerleri
.64-.83 arasinda degismektedir. Olgekteki faktdrlerin genel lgek puam ile olan
korelasyon degerleri ise .81-.93 arasinda degismektedir. Bu bulgularla,
faktorlerin 6lgek geneliyle iyi ve yiiksek diizeyde bir iliski gosterdigi ve dlgme
aracinm i¢ tutarh@min yiiksek oldugu sdylenebilir. Olgekten alinan ortalama
puanlar, genel i¢in 80.00 (ss=17.158), faktorler igin ise 11.49-19.01 arasinda
degismektedir. Ortalama puanlarin yiiksek olmasi, katilimcilarin teknoloji
liderligi 6z-yeterlikleri agisindan kendilerini yeterli bulduklarina isaret edebilir.

160



Teknoloji Liderligi Oz-Yeterlik Olgegi

Madde analizleri. TELOY 6l¢eginde yer alan maddelerin katilimeilar igin
ayirt edicilik giiclinii tespit etmek ve aynmi zamanda i¢ tutarlifini incelemek
amactyla her bir madde igin diizeltilmis madde-toplam korelasyonlari
belirlenmigtir. Ayrica her bir maddenin, toplam 6lgek puanina gore belirlenmis
olan iist %27 ve alt %27 grup arasinda ortalama puanlar arasindaki farklar,
iliskisiz z-testi ile incelenmistir.

Tablo 6
Olgegin Madde Analizleri
Madde no X S r t

VL a 3.83 1.004 0.65 12.94%*
VL b 391 1.039 0.69 13.77*
VL ¢ 3.74 1.043 0.66 15.20*
DCOK a 3.77 1.042 0.77 20.34%*
DCOK b 3.93 1.015 0.79 18.59%
DCOK c 3.75 1.072 0.76 18.68*
DCOK d 3.83 0.997 0.81 20.97*
DCOK e 3.70 1.094 0.71 17.31%
PUM a 3.73 1.046 0.76 17.51%
PUM b 3.83 1.055 0.77 17.70*
PUM c 3.80 1.053 0.76 18.40%
PUM d 3.87 1.035 0.79 17.49%*
SG a 3.75 1.067 0.82 20.40%
SG b 3.84 1.016 0.79 16.90*
SG-¢ 3.68 1.085 0.72 16.70*
SG-d 3.69 1.060 0.74 17.70%*
SG e 3.81 1.072 0.81 20.64%*
DV a 3.87 1.003 0.72 15.81*
DV b 3.89 1.022 0.77 19.20*
DV ¢ 3.85 1.011 0.77 19.77*
DV d 3.83 1.078 0.77 18.71%
*p=.00

r: Diizeltilmis Madde Toplam Korelasyon

t: Toplam dlgek puanina gore Ust %27 — Alt %27 gruplariin madde puanlariin
karsilagtirilmasina iligkin t degeri

n=n,=98 kisilik gruplardan olugmaktadir.
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Tablo 6 incelendiginde, diizeltilmis madde toplam korelasyonlarinin .65-.82
arasinda degistigi goriillmektedir. Bu degerlerin, Biiyiikdztirk’iin (2004) de
belirttigi gibi .30 ve daha yliksek olmasi, maddelerin iyi derecede ayirt ettigini
gostermektedir. Olgegin %27 alt ve iist gruplarinin madde puanlari arasindaki
farklara iligkin ¢ degerlerinin 12.94-20.97 arasinda degistigi ve hepsinin de
anlamli oldugu (p < .01) goriilmektedir. Maddelerin ortalama puanlari 3.68-3.93
arasinda degismekte ve boylece katilimcilarin teknoloji liderliginin her bir
maddesine iligkin 06z-yeterliklerini iyi diizeyde bulduklar1 goriilmektedir.
Calismanin giivenirlige iliskin bulgulari incelendiginde 6lgegin giivenirliginin
iyi diizeyde oldugu ifade edilebilir.

Sonuc ve Oneriler

Arastirma kapsaminda, ISTE (2009) tarafindan egitim yoneticileri igin
gelistirilmis olan teknoloji liderligi standartlarinin  (NETS-A), Tirk¢eye
uyarlanmasi igin gegerlik ve giivenirlik analizleri yapilmistir. TELOY 6l¢eginin
hem genel hem de faktorler bazinda Cronbach Alpha giivenirliklerinin yiiksek
diizeyde oldugu belirlenmistir. Her bir faktoriin hem birbiri ile hem de genel
Olcek toplam puaniyla anlamli ve yiiksek diizeyde bir iliski i¢inde oldugu, her
bir faktor ve faktorlerde yer alan maddelerin puanlarinin iist %27 ve alt %27
gruplar arasindaki  6z-yeterliklerinin  Kkarsilagtirllmasma  iligkin  #-testi
sonuglariin da anlamli oldugu saptanmistir. Bu sonuglar, 6l¢egin giivenirliginin
yiiksek olduguna dair kanitlar olarak degerlendirilebilir.

TELOY blgeginin ISTE (2009) tarafindan belirlenen modelinin Tiirkiye igin
yapt gegerliginin test edilmesinde dogrulayict faktoér analizi kullanilmustir.
Modelin standartlastirilmig faktor yiiklerinin yiiksek diizeyde oldugu ve ¢
degerlerinin anlamli oldugu belirlenmigtir. Modelin degerlendirilmesinde ele
alman uyum indeksleri, veriler ile model yapisi arasinda iyi uyuma isaret
etmektedir. Modeldeki faktorler arasinda belirlenen bazi  korelasyon
degerlerinin, ISTE (2009) teknoloji liderligi modelinin kuramsal yapisi
nedeniyle yiiksek diizeyde oldugu diistiniilmektedir.

Olgegin toplamindan ve 5 alt faktoriinden elde edilen ortalama puanlari,
aragtirma  katilimecilarmin ~ kendilerini  teknoloji  liderligi  6z-yeterlikleri
bakimindan yeterli bulduklarin1 gdstermektedir. Bu 6lgek, Tiirkiye’deki diger
illerde de gorev yapan okul yoneticilerinin teknoloji liderligi 6z-yeterliklerini
belirlemede kullanilabilir. Bu ¢alismalarda ayrica birebir goriismeler ve odak
grup goriismeleri ile de yiritilerek okul yoneticilerinin teknoloji liderligi
konusunda destege ve yardima ihtiya¢ duyduklari alanlar farkli boyutlardan ve
detayli bir bigimde ele alnabilir. Boylece kabul edilebilir uyum gdosterdigi
saptanan yapinin, Tirkiye’de nasil uygulanabilecegine iliskin zenginlestirilmis
sonuglar tretilebilir.

TELOY &lgeginin, okul yéneticilerinin teknoloji liderligine iliskin 6z-
yeterliklerini  belirleyerek  ihtiyag duyduklart hizmet i¢i egitimlerin
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planlanmasinda da yararli bir 6lgme araci olacagi diisiinilmektedir. Ayni
zamanda 6lgek, bireysel olarak okul yoneticileri igin bir 6z degerlendirme araci
olarak da kullanilabilir. Boylece okul yoneticileri i¢in farkli alanlarda destek
mekanizmalarinin gelistirilmesinde ve okul yoneticilerinin teknoloji liderligine
iliskin 6z degerlendirmelerinde g6z Oniine alinabilecektir.
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